Informacje ogodlne

Jednostka prowadzaca kierunek: Woydziat Mechaniczny Politechniki Koszaliriskiej
Kierunek studiow: Zarzadzanie i Inzynieria Produkcji
Nazwa kursu: Systemy pomiarowe
Przynalezno$¢ do modutu: Technologia produkcji
Forma zajec Wyktad Cwiczenia |Laboratorium Projekt Seminarium | Konwersatorium
Liczba godzin kursu 16
Liczba punktéw ECTS 2
Sposob zaliczenia Zaliczenie z oceng

KARTA KURSU

Informacje ogélne o kursie

Jednostka realizujgca: Wydziat Mechaniczny

Katedra/Zakiad: Inzynierii Produkcji

Osoba odpowiedzialna dydaktycznie: |dr hab. inz. Czestaw tukianowicz, prof. nzw. PK

Profil studiow: ogolnoakademicki

Forma studiéw: niestacjonarne

Poziom ksztatcenia: Poziom |

Semestr:

4

Kod kursu:

Jezyk wyktadowy: polski

Rodzaj kursu: obowigzkowy

Forma zajec:

X
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Cel/-e kursu

Zapoznanie studentéw z pojeciami i problemami dotyczacymi systemoéw diagnostycznych, pomiarowych i kontrolnych.

Zapoznanie studentéw z wybranymi systemami pomiarowymi oraz ich zastosowaniami.

Zapoznanie studentéw z zasadami doboru odpowiedniego oprzyrzadowania w celu dokonania pomiaru i kontroli.

BIWIN|=

Zapoznanie studentéw z metodami opracowywania wynikdéw pomiardw i kontroli.

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

Znajomos¢ jednostek miar uktadu SI.

Wiedza i umiejetnosci z zakresu przedmiotu Miernictwo warsztatowe , oraz wiedza z wyktadéw z przedmiotu Systemy pomiarowe .

Efekty ksztatcenia dla kursu (EKP)

Wiedza:

Odniesienie do modutowych
efektéw ksztatcenia (EKM)

Umiejetnosci:

EKP1

Dokonuje pomiaru katéw wykorzystujac przetworniki z wzorcami inkrementalnymi.

M6A_U05

EKP2

Mierzy dtugos¢ za pomocg systemow cyfrowych i wspétrzednosciowej techniki pomiarowej.

M6A_U05

EKP3

Wyznacza wymiary, parametry powierzchni i SGP za pomocg réznych systemdéw pomiarowych.

M6A_U05

EKP4

Kontroluje i ocenia strukture geometryczng powierzchni podczas ruchu mierzonego przedmiotu.
mierzonego.

M6A_U05

EKP5

Wykorzystuje systemy do akwizycji i analizy obrazéw mikroskopowych.

M6A_U05

EKP6

Dokonuje pomiaru paramteréw geometrycznych i materiatowych czesci maszyn.

M6A_U05

Kompetencje spoteczne:

Osoba Odpow:etfzmlna Koordynator KRK Przewodmcz.qcy Rady
Dydaktycznie Programowej Kierunku

Podpis Podpis Podpis




Cykl ksztatcenia:

2013/2014

Tresci programowe (?)
Powigzanie z efektem
Forma zajec Tematyka zaje¢ (bloku zajeé) Liczba godzin ksztatcenia dla kursu
(symbol EKP)
L1 Cyfrowy przetwornik kata obrotu wykorzystujacy wzorce inkrementalne. 2 EKP1
L2 Cyfrowy system pomiaru wysokosci firmy TRIMOS. 2 EKP2
L3 Pomiary wspétrzedno$ciowe za pomocg mikroskopu pomiarowego firmy WERTH. 2 EKP3
L4 Skomputeryzowany system do pomiaru chropowatosci powierzchni. 2 EKP3
L5 System kontrolno-pomiarowy do bezstykowej oceny mikronierdwnosci powierzchni podczas ruchu przedmiotu mierzonego. 2 EKP4 - EKP6
L6 System do akwizycji i analizy obrazéw mikroskopowych firmy BRESSER. Pomiary twardosci i mikrotwardosci. 4 EKPS5 -EKP6
L7 Oprogramowanie do przetwarzania i analizy obrazéw firmy MEDIA CYBERNETICS. 2 EKPS -EKP6
SUMA GODZIN 16

Narzedzia dydaktyczne

1 Podreczniki akademickie i skrypty
2 Instrukcje do ¢wiczer laboratoryjnych. Instrukcje obstugi przyrzadéw pomiarowych.
Sposoby oceny
0 Oznaczenie efektow ksztatcenia dla kursu Sposdb weryfikacji efektéw Zasady ocen
-P- (EKP) ksztatcenia Y Y
Krotkie pisemne sprawdzanie |Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga sformutowania 60% poprawnych odpowiedzi na zadane pytania.
1 EKP1 - EKP6 wiadomosci, sprawozdaniaz  [Sprawozdanie jest zaliczone, gdy jest opracowane wedtug instrukcji do laboratoriéw i zawiera poprawnie
laboratoriéw. opracowane wyniki pomiaréw.
Obcigzenie praca studenta
o Srednia liczba godzin na zrealizowanie
L.p. Forma aktywnosci .
aktywnosci
1 Laboratoria - godziny wedtug planu zajec. 16
2 Obowigzkowe konsultacje i zaliczanie ¢wiczen. 8
3 Przygotowanie do zaliczenia. 26
SUMA GODZIN 50
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS
[2] ECTS
DLA KURSU
w tym liczba ECTS dla zajec z udziatem nauczyciela akademickiego 0,96
w tym szacunkowo dla zaje¢ praktycznych 2
Literatura podstawowa
1 |[Jakubiec W., Zator S. Majda P.: Metrologia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., Warszawa, 2014. (w przygotowaniu)
2 |Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkosci geometrycznych. WNT, Warszawa, 2004.
3 |Pawlus P.: Topografia powierzchni — pomiary, analiza, oddziatywanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszéw, 2005.
Literatura uzupetniajaca
1 |Swisulski D.: Systemy pomiarowe laboratorium. Wydaw. Politechniki Gdariskiej, Gdarisk 2001.
2 |Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy ksztattu, falistosci i chropowatosci. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008

Nauczyciel prowadzacy kurs

Imie i nazwisko, stopien,
tytut naukowy
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